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1. はじめに 

 超高密度磁気記録媒体等への応用を想定し，我々は熱酸化 Si 基板上へ製膜した Pt / Fe薄膜への急速昇降温

熱処理による孤立 L10-FePtナノ磁性微粒子群の形成 1)を報告している．また，FePt 粒子数密度の向上，平均

粒径の減少の方法としてシリカ粒子(平均粒径約 18 nm)の自己集積化現象を利用し作製したナノ凹凸基板

(Self-Assembled Silica Particle: SASP)を用いる手法 2)を提案している．更なる高密度化を目的とし，大量化学合

成により作製された平均粒径約 10 nmの典型的シリカ粒子からなる SASP 基板利用において粒径分散を評価

した結果約 2.4 nmと比較的大きく FePt粒子形成過程への影響が懸念された．本報告では SASP 構造の不均一

性に注目しシリカ粒径分散を意図的に変え形成した FePt粒子群の評価からシリカ粒径分散の寄与を検討した． 

2. 実験内容 

 SASP 基板は粒径 10 nmシリカ粒子(粒径分散約 2.4 nm)のみ用いた

基板(Ⅰ)と，シリカ粒径分散による寄与を検討するため粒径 10 nmシ

リカに粒径 4.5 nmシリカ粒子を混合(質量比 1 : 1, 想定粒径分散約 4.1 

nm)させた基板(Ⅱ)をディップコート法により作製した．これらの

SASP 基板上へ DCマグネトロンスパッタリング法により，Pt62(0.83 

nm) / Fe38(1.05 nm) / sub.にて成膜した．これらの薄膜に対し，昇温速

度約 20 ℃/sec, 目標到達温度 600 ℃の熱処理を行い，その後窒素導

入による急速冷却を行った．作製した FePt 粒子の形状観察に走査型

電子顕微鏡(Scanning Electron Microscope: SEM)，結晶構造解析に X線

回折装置(X-Ray Diffraction: XRD)，磁気特性評価に超伝導量子干渉素

子型磁束計(Superconducting Quantum Interference Device Vibrating 

Sample Magnetometer: SQUID VSM)を用いた．基板(Ⅰ)，(Ⅱ)，表面平

坦熱酸化 Si基板上 3)の FePt粒子群におけるXRDプロファイルを Fig.1

に，膜面垂直方向の磁化特性および保磁力(HC)を Fig.2 に，粒子数密

度(NP)，平均粒径(Da)，粒径偏差(StD)を Table 1に，示す．Fig. 1 より(Ⅰ)

のみ 24°付近の L10構造由来の超格子ピークを観察し，Fig.2より，(Ⅰ), 

(Ⅱ)共に保磁力が 20 kOe であるため，主として高保磁力特性を有する

FePt 微粒子群の形成を確認した．Table 1 より熱酸化 Si 基板に対して

SASP 基板(Ⅰ), (Ⅱ)上ではいずれも Np向上，Da減少を確認し，(Ⅱ)に

対しシリカ粒径分散の少ない(Ⅰ)では Np向上，Da減少を確認した．よ

って，SASP 基板に用いるシリカ粒子径を低分散化することで高粒子

数密度かつ高保磁力の L10-FePt 磁性微粒子群の作製が期待できる． 
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Fig.1 XRD profiles for FePt grains 

with (Ⅰ), (Ⅱ), and Flat SIOx. 

Fig.2 Magnetization curves FePt grains 

with (Ⅰ), (Ⅱ), and Flat SiOx, 

measured by SQUID VSM 

at room-temperature. 

Table 1 Average FePt grain diameter (Da), 

areal density of grains (NP), 

standard deviation of Da (StD) 

on (Ⅰ), (Ⅱ), and Flat SiOx. 
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